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Tietotekniikka

Viitoskirjan aiheena on graafisten mallien laajentaminen ongelmiin, joissa esiintyy mm.
epilineaarisia riippuvuussuhteita ja rakenteellisia havaintoja. Graafiset mallit on tarked
tilastollisen mallintamisen menetelmdperhe, jossa muuttujien véliset suhteet kuvataan
graafina ja siihen liitettyind todenndkdisyysmalleina. Yksinkertaisista osista voidaan
muodostaa suuriakin kokonaisuuksia tilastolliseen koneoppimiseen. Viime vuosina graafisten
mallien tutkimus on lisddntynyt voimakkaasti kun lisddntynyt laskentakapasiteetti on tuonut
ne kiyttokelpoisiksi monilla sovellusalueilla.

Viitostyo keskittyy menetelmikehitykseen graafisten mallien laajennuksissa, jotka voidaan
jakaa karkeasti kahteen luokkaan. Ensimmaiinen luokkaan kuuluvat neuroverkkoja
muistuttavat epdlineaariset mallit, joissa sovelletaan bayesildistd variaatio-oppimista
ylioppimisen ja laskennallisen vaativuuden vilttdmiseen. Ty0ssi esitetty kehys tuottaa
automaattisesti pdivityssdannot kiyttdjan antamalle mallille, tarjoten uusia toimintoja kuten
epdlineaarisuuksia ja hajonnan mallinnusta. Vastaavia menetelmid sovelletaan viallisten
tietoaineistojen rekonstruointiin ja dynaamisen systeemin saatdon.

Toinen laajennusten luokka késittelee graafisten mallien kdytt6d rakenteellisiin
tietoaineistoihin, joissa havainnoilla voi olla vaihteleva sisdinen rakenne ja viittauksia toisiin
havaintoihin. Ty0ssa esitellddn uusi menetelmid rakenteellisten sekvenssien analysointiin ja
sitd sovelletaan mm. proteiinien sekundédrirakenteen luokitteluun. Tydssi esitellddn myos
ensimmadinen graafinen malli rakenteellisten aineistojen epilineaaristen riippuvuussuhteiden
analysointiin.
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